Teschauer Laser - Effiziente Qualitatskontrolle durch Laserbeschriftung

Neuartige Laser-Markierverfahren flr Siliziumsaulen
Laser-Beschriftung von mono- und multikristallinen Siliziumwafern
Prozessintegrierte Codierungserkennung und Wafer Tracking System




. Fur die Photovoltaik-Industrie bietet die Dr. Teschauer AG verfahrenstechnische und entsprechende anlagen-
technische Lésungen flr eine umfassende und effektive Qualitatskontrolle. Das Lasermarkieren von Wafern und
Silizium-Saulen als Instrument der Qualitatssicherung und Prozessoptimierung kann in Produktionslinien integriert
oder als Stand-alone-Anlage ausgeflihrt werden.

Ein neuartiges Markierverfahren und spezielle Bilderkennungsverfahren ermoglichen dem Waferproduzenten
eine lagegenaue Rickverfolgbarkeit des Einzelwafers bis zur jeweiligen Silizium-Sdule Gber den gesamten Ferti-
gungsprozess. Die Saule wird dabei mit einem Strichcode versehen, der Produktionsinformationen wie Produk-
tionsdatum, Saulennummer etc. enthdlt. Zusatzlich ldsst sich mittels eines Spezial-Codes die Position des Ein-
zelwafers in der Saule riickverfolgen. Durch eine einzigartige Laser-Scanner — Technologie ist das Markieren von
Silizium-Saulen bis zu einer Kantenlange von 550 mm in einem Prozessschritt realisierbar.

Ein weiteres Verfahren ist das Laser-Markieren an Bodenflachen von Silizium-Saulen mit Data Matrix Codes
zum Optimieren des Fertigungsprozesses.

Ausstattung

B Hochwertige Laser-Systeme

B Kundenspezifische Maschinengestelle

B Synchronbander zum Wafer- und Saulentransport

B Bilderkennungsverfahren und Wafer Tracking System

V-Code

Strichcode

MaBe Block: 156x156x550mm



